
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 

 

 

 

 
 

 

 

TESTAREA SISTEMELOR ELECTRONICE 

 

 

 

Ghid pentru lucrări de laborator 

Partea I 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chişinău  
2016 

Digitally signed by 
Library TUM
Reason: I attest to the 
accuracy and integrity 
of this document



 1 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI 

 

FACULTATEA INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ELECTRONICĂ ŞI 
TELECOMUNICAŢII 

CATEDRA SISTEME ŞI DISPOZITIVE ELECTRONICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTAREA SISTEMELOR ELECTRONICE 

 

 

Ghid pentru lucrări de laborator 

Partea I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chişinău 

Editura «Tehnica-UTM» 

2016 



 2 

            Acest ghid pentru lucrări de laborator are ca scop obţinerea 

abilităţilor la întocmirea testelor pentru sistemele combinaţionale 

digitale şi dispozitivele memoriei digitale. Practic testarea se 

efectuează în baza microcircuitelor cu logica programabilă prin 
intermediul limbajului VHDL şi în editorul Schematic.  

Lucrările de laborator prezente sunt destinate consolidării 
cunoştinţelor în domeniul testării dispozitivelor digitale, iar 

efectuarea lucrărilor în baza plachetelor de depănare (kit-urilor) 

este destinată aprofundării cunoştinţelor practice în acest domeniu. 
Ghidul este recomandat studenţilor, masteranzilor şi 

doctoranzilor de profil şi reflectă tendinţele contemporane de 

testare a sistemelor electronice în baza dispozitivelor cu logica 
programabilă. 
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INTRODUCERE 
 

Indicaţiile metodice prezente sunt destinate pentru 

efectuarea lucrărilor de laborator care includ întocmirea testelor 

sau secvenţelor de teste pentru detectarea defectărilor în circuitele 

digitale. De asemenea, în aceste indicaţii metodice este reprezentat 

materialul teoretic care include metodele de testare a circuitelor 

logice digitale şi a memoriei digitale. Pentru fiecare metodă sunt 

demonstrate nişte exemple. 

Aceste lucrări de laborator pot fi grupate în două lucrări: 
prima şi a doua – alcătuirea testelor sau secvenţelor de teste pentru 

a detecta toate defectările constante posibile în circuitele 

combinaţionale digitale, iar a treia – alcătuirea testelor sau 

secvenţelor  de testare pentru detectarea defectărilor în 

dispozitivele cu memorie (bistabile şi contori). 

Efectuarea lucrărilor de laborator se realizează în baza  

plăcilor de asamblare cu FPGA (schema logică integrală 
programabilă) de firma Altera. Microcircuitele date dispun de 

resurse necesare (blocuri logice, celule de memorie), ceea ce ne dă 

posibilitate a realiza în practică testarea dispozitivelor digitale. 

În cadrul efectuării lucrărilor de laborator studentul trebuie 
să acumuleze următoarele cunoştinţe: 

- în baza metodelor cunoscute, care vor fi analizate în 

partea teoretică a indrumarului metodic, să înveţe a întocmi teste 

şi secvenţe de teste pentru detectarea anumitor tipuri de defectări; 
- să înveţe a optimiza secvenţele de teste întocmite; 

- să înveţe a aplica în practică cunoştinţele acumulate în 

domeniul detectării a diferitor tipuri de defectări în dispozitivele 

digitale. 
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